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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NOYAUX D’INDUCTANCE ET DE TRANSFORMATEURS

DESTINES AUX TELECOMMUNICATIONS

Troisiéme partie: Spécification intermédiaire:

Noyaux en oxyde magnétique destinés aux transformateurs a large bande

1) Le
d’H
me

na

3) D
day

per
me

Laj
magr
comy

Le

Po
ci-de
Po|
spéci

les syj

Le
spéci

2) Cei décisions constituent des recommandations internationales et sont a

décisions ou accords officiels de la C E 1 en ce qu1 concerne les questions tech
tudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questio
bure possible un accord international sur les sujets examinés.

par

ionaux.

s leurs regles nationales le texte de la recommandanon delaC
mettent. Toute divergence entre la recommandation de la CE

étiques et ferrites,
osants électroniq

S dw\@ ——
O

51(BC)256

ts, consulter le rapport de vote mentionné dans

des Comités

14 plus grande

%es Comités

hux adoptent
nationales le
doit, dans la

ualité des

le tableau

t les deux
onstituent

ication dans le Systtme CEI d’assurance de la qualité des composants éle

Ctroniques

(IEC

<)


https://iecnorm.com/api/?name=dcbad87c999eee7d70ec55d832980d32

723-3 © 1EC 1985 — 5 —

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INDUCTOR AND TRANSFORMER CORES
FOR TELECOMMUNICATIONS

Part 3: Sectional specification:
Magnetic oxide cores for broad-band transformers

FOREWORD
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the Natio
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2) They hav
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3) In order {

il decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technica
hal Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly,
of opinion on the subjects dealt with.

0 promote international unification, the I E C expresses the wish thg

ich all
tional

the form of recommendations for international use and they are accepted by the Natjonal Commi % that

adopt

the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as natig g nit. Any divergence

between the I E C recommendations and the corresponding national rules sho : i : icated

in the latfer.

This stapdard has been prepared by I E ¢ ica Qi hents
and Ferrite Materials, for use in the IEC Q § : mpo-
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appears on the front cover of this publication is the specification number
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NOYAUX D’INDUCTANCE ET DE TRANSFORMATEURS
DESTINES AUX TELECOMMUNICATIONS

Troisiéme partie: Spécification intermédiaire:

Noyaux en oxyde magnétique destinés aux transformateurs a large bande

SECTION UN — DOMAINE D’APPLICATION

I. Domaine d’application

La présente spécification intermédiaire donne les caractéristiques et les valeurs ainsi que les
exigences de contrdle pour les noyaux en oxydes magnétiques soumis a I’assurance de qualité,

2. G
2.1

wuuaut un—circuit luaguétiquc fcrmé, destinés aux transformateuy

énéralités
Documents de référence

[Publications de la CEI:
Publications n* 68-1 (1982):

nde pour
issance et
n 723-1 de

es appro-

écitjcation en

Esse méca-

sme partle Essais -— Essais B Chaleur seéche.

Dimgensions des circuits magnétiques en pots gn oxydes
Q gnétiques et piéces associées.

Calcul des paramétres effectifs des piéces fefromagné-
tiques.
Dimensions des noyaux en croix (noyaux X) n oxydes
ferromagnétiques et piéces associées.

36~ (1982):  Noyaux pour bobines d’inductance et transfprmateurs
destinés aux télécommunications, Premiére partie:
Méthodes de mesure.

367-2 (1974): Deuxiéme partie: Directives pour I’établissgment des
spécifications.

424 (1973) Directives potr for ap\’zw;ﬁvaﬁuu detmites aux imperfec-

tions physiques de piéces en oxydes magnétiques.
431 (1983): Dimensions des noyaux carrés (noyaux RM) en oxydes

magnétiques et piéces associées.
723-1 (1982): Noyaux d’inductance et de transformateurs de

stinés aux

t€léecommunications, Premiére partie: Spécification

générique.

723-3-1 (1985): Troisiéme partie: Spécification particuliére-cadre:
Noyaux en oxyde magnétique destinés aux transforma-
teurs a large bande. Niveaux d’assurance A et B.
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INDUCTOR AND TRANSFORMER CORES
FOR TELECOMMUNICATIONS

Part 3: Sectional specification:
Magnetic oxide cores for broad-band transformers

SECTION ONE — SCOPE

1. Scope

This sectional specification lists the characteristics, ratings and also the inspection re-
qulrements for magnetlc oxide cores of assessed quahty formlng a substantlally closed mag-

netic 5 pph-
catio fion,
IEQ Publlcatlon 723-1, and from the basic spemﬁcatlon, IEC the

appropriate methods of test to be used in detail specifications derived ion,
in acpordance with the corresponding blank detail specificatio
SECTION TWO — GEN
2. Genergl
2.1 Relatgd documents
I E () publications :
Puplications Nos. 68-1 (1982): : Gen-
Tests A: Cold.
: : — Tests B: Dry Heat.
: 289) ensions of Pot-cores Made of Magnetic Oxides

Cajculation of the Effective Parameters of Maghetic

Dimensions of Cross Cores (X-cores) Made of Férro-
magnetic Oxides and Associated Parts.
982):  Cores for Inductors and Transformers for Teleconimu-
nications. Part 1. Measuring Methods.

367-2 (1974): Part 2: Guides for the Drafting of Performfince
Specifications.

424 (1973): Guide to the Specification of Limits for Phykical
Imperfections of Parts Made from Magnetic Oxides.

431 (1983): Dimensions of Square Cores (RM-cores) Made of
Magnetic Oxides and Associated Parts.

723-1 (1982): Inductor and Transformer Cores for Telecommuni-
cations. Part 1: Generic Specification.

723-3-1 (1985): Part 3: Blank Detail Specification: Magnetic Oxide
Cores for Broad-band Transformers. Assessment
Levels A and B.
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Classification

Un noyau est classé d’aprés:

a) Sa forme: par exemple, noyau en pot, noyau X, noyau RM, . ..

b) Ses dimensions: par exemple, 18 x 11, X 22, RM 6, ...

c) Sa classe: (combinaison des propriétés électromagnétiques par exemple coefficient de
température et pertes a des fréquences données). Aucune classification systématique des
propriétés électromagnétiques n’étant disponible & la C E I, chaque spécification parti-
culiere doit définir clairement la classe a laquelle elle s’applique. Elle peut également faire
état de la désignation de la classe.

Normalement, une spécification particuliére concerne des noyaux d’une seule forme,
d’une seule dimension et d’une seule classe.

3. Procédures d’assurance de la qualité

3.1
3.1.1

SECTION TROIS — PROCEDURES D’ASSURANCE D LI

(T

Formation des lots de contréle et méthodes d'essais

S’ils sont applicables, les essais doivent étre ghoisis pa de la section quatre de la
Publication 723-1 de la CE1. Si on a besoi dssai itionnels, ils doivent &tre décrits
dans la spécification particuliére

L’examen visuel et la mesure 8es dinaensions\doivent etre difectués soit sur des defni-noyaux
avant de les apparier, soit sur des noyaux.co ir'note). Tous les autres ¢ssais sont
; i graphe 3.4).

Note. — Un noyau complet est compdgé de i .
Les bobines d’essai 'k tance et \celles de mesure du facteur de pertes ou du

coefficient de rgésistan arallg ent étre entiérement définies. Cela peut étrd fait en se

CEIl p@a . e d’inductance des noyaux RM).

Les noy 0 e partie sont serrés ensemble conformément|aux pres-
criptions de - a’Publication 367-1 de la C EI. La valeur de la force |de serrage

] iatroduire de tels renseignements, la spécification particuliére peut donnpr des détails
’pl atiot\ de/la force de serrage (voir, par exemple, 'annexe de la Publication|367-2 de Ia

e_coptrole se compose de plus d’une inductance spécifique, le jJombre de
iens de\chaque inductance spécifique doit étre approximativement proportionnel au
nombre des ndyaux de chaque valeur 4; dans le lot.

3.2
3.2.1

Controle pour ["homologation

Quand on désire obtenir 'homologation en adoptant la procédure a taille d’échantillon
déterminée (voir article 8 de la Publication 723-1 de la C E I), on doit utiliser le programme
d’essai donné au paragraphe 3.3 de cette spécification. Les détails des essais sont en accord
avec le programme d’essais de conformité de la qualité (voir paragraphe 3.4). Quand la
spécification particuliére-cadre contient des essais qui ne sont pas inclus dans le programme a
taille d’échantillon déterminée du paragraphe 3.3, ceux-ci doivent &tre ajoutés dans le groupe
appropri¢ ou dans un ou plusieurs groupes additionnels et le nombre total des spécimens
(groupe 0) doit étre ajusté en conséquence.
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2.2 Classification

A core is classified by:
a) Shape: e.g. pot core, X core, RM core ...
b) Size:eg. 18x11, X 22, RM 6...
¢) Class or material grade: (combined electromagnetic properties, for example temperature
coefficient and losses at given frequencies). Since no systematic classification of the
electromagnetic properties is available in the I E C, each detail specification shall clearly

define the class of material grade to which it applies. It may also state the appropriate
class designation.

Normally, a detail specification will cover cores of one shape, size and class.

3. Quality assessment procedures

3.1 Formation of inspection lots and test methods

3.1.1 WhHere applicable the tests shall be selected fro i i EC
Publjcation 723-1. Where additional tests are needed, thg ) sCri i letail
specilcatlon.

3.1.2 Visual examination and measuremé Cores

priof to pairing or on sets (see note). also

Sub-flause 3.4.)

Note.|— A set is a pair of core halves.

3.1.3 The test coils for ind Icient
meag urement shall pe hl or
inter ance
meas

3.1.4 Co ith the
requ 11 be
spec
Note. of the

If er of

specjmens if the saxple of each mductance factor shall be approximately proport10nal flo the

3.2 Inspection for qualification approval

3.2.1 When it is desired to obtain qualification approval by adopting the fixed sample size
procedure (see Clause 8 of I E C Publication 723-1) use shall be made of the test schedule
given in Sub-clause 3.3 of this specification. The details of the tests are as specified in the
quality conformance test schedule (see Sub-clause 3.4). When the blank detail specification
contains tests not included in the fixed sample schedule of Sub-clause 3.3, these shall be
added either in the appropriate group or in one or more additional groups, and the total
number of specimens (Group 0) shall be adjusted accordingly.
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3.2.2 Lorsque la spécification particuliére couvre plus d’une inductance spécifique, I’échantillon

33

34

34.1

pour '’homologation doit comprendre des quantités environ égales, de la valeur la plus
élevée, de la valeur la plus faible et d’une valeur voisine du milieu de la gamme pour laquelle
’homologation est demandée. Comme guide général, I’échantillon de chaque groupe (1, 2,
etc.) pour ’homologation doit étre équivalent au groupe correspondant du programme
d’essais de conformité de la qualité et doit permettre I'acceptation lorsqu’un défectueux se
produit dans I’échantillon. La taille de ’échantillon pour le groupe 0 doit étre la somme des
tailles d’échantillons des autres groupes plus deux spécimens pour remplacer un défectueux
possible dans le groupe 0 et un défectueux dii a une mauvaise manipulation.

Programme d’essais d’homologation pour une taille d’échantillon déterminée

La taille d’échantillon suivante doit étre utilisée pour effectu;

les essais) dhomologa-
tion.

écpfication et
§-3-1 de la

Pour les conditions d’essais et autres détails, voir le paragrap

le tableau I de la spécification particuliére-cadre (comme
CEL

Groupe 0 28 spécimens 1 défectueux permi

12.1  Examen visuel

12.2  Marquage

12.3  Dimensions primaires
13.3  Inductance spécifique
13.7  Pertes résiduelles et pa

Groupe 1 13 spécimens

12.4  Dimensions secondaires
13.8  Pertes par Mystérésis
14.1 &

13.5

toutes les

a){examen visuel;

b) marquage;
¢) dimensions (primaires et secondaires).

Note. — Les dimensions principales sont les dimensions contrdlées par le(s) calibre(s) défini(s) dans la publication
CET appropriée, par exemple pour les noyaux en pots: Publication 133 de la CE I,

Les dimensions secondaires sont toutes les dimensions données dans la publication CE I appropriée et qui
ne sont pas contrélées par un (des) calibre(s).

3.4.2 Electriques

a) Inductance spécifique (en nanohenrys) avec la tolérance (en pour-cent) ou I'inductance
spécifique minimale (en nanohenrys).
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3.2.2 When the detail specification covers more than one inductance factor, the sample for
qualification approval shall include approximately equal quantities of the highest value, the
lowest value and a value near the middle of the range for which approval is sought. As a
general guide, the sample for each group (1, 2, etc.) for qualification approval shall be
equivalent to the corresponding group of the quality conformance test schedule and shall
allow acceptance when one defective occurs in the sample. The sample size for group 0 shall
be the sum of the sample sizes of the other groups plus two specimens to replace one possible

defective in group 0 and one due to mishandling.

3.3  Fixed sample size qualification approval test schedule

THe following sample size shall be used for carrying out qualification (approval tes

Fqr test conditions and other details see Sub-clause 3.4 of this spe

the gppropriate blank detail specification (as in I E C Publicatj

Groyp 0 28 specimens 1 defective allowed

12.1| Visual examination
12.2| Marking

12.3| Primary dimensions
13.3| Inductance factor
13.7| Residual and eddy current Ig

Group 1 13 specimens 1 defective allg

12.4| Secondary dimensions
13.8 Hysteresis loss
14.1| Compressive strength

Groyp 2
13.5| Inductance fa
13.12 Inﬂue \

3.4 Quallty co

THe g
catio of allassessment levels:

34.1 Physi

a) v ination;

w

[ of

arasteristics shall be included as a minimum in all blank detail spgcifi-

b) nrarkimg;

c¢) dimensions (primary and secondary).

Note. — Primary dimensions are the dimensions controlled by the gauge(s) defined in the appropriate 1 EC

publication, for example, for pot cores: I E C Publication 133.

Secondary dimensions are all those dimensions shown in the appropriate I E C publication but not

controlled by the gauge(s).
34.2 Electrical

a) Inductance factor (in nanohenrys) with tolerance (in per cent), or the minimum induc-

tance factor (in nanohenrys).


https://iecnorm.com/api/?name=dcbad87c999eee7d70ec55d832980d32

— 12 — 723-3 © CETI 1985

b) Pertes a faible induction:

— Pertes résiduelles plus pertes par courant de Foucault 4 une ou plusieurs fréquences
selon la gamme de fréquences des applications. Pour les noyaux complets avec ou sans
entrefer, ceci peut étre donné sous la forme:

le facteur de pertes fang,.r

ou le coefficient de résistance paralléle —RPZ—
— Pertes par hystérésis a une fréquence. Ceci peut étre donné sous la forme:

pour les noyaux complets sans entrefer: la constante d’hystérésis du matériau 7;;
ou, pour les noyaux complets avec ou sans entrefer: la tangente de I'angle de perte

tan 4.
c) Variation de I'inductance spécifique avec la température
Dans la gamme de températures de fonctionnement I'indu, Joit étre a
Iintérieur de la tolérance déterminée (voir paragraphe 13.5¢(deNa\Publicati 53-1 de la
CED.
d) Influence d'un champ magnétique statique
Cet essai n’est pas obligatoire & moins qu’i cification
particuliére.
3.4.3| Mécaniques
n) Force de compression.
4. Informations supplé
Des informatpe urbes, de
sraphiques, de [valsu t par les
fabrican@es 3 s pour les
besoins dined
5.
cification
5.1 [Ideniification de la spécification

L’identification de la spécification particuliére comprend:

a) le nom de 'organisation nationale de normalisation sous 'autorité de laquelle la spéci-
fication particuliére est établie;

b) le numéro de la spécification particuliére-cadre utilisée;
c) le numéro et I'édition de la spécification générique nationale;

d) le numéro national de la spécification particuliére, la date d’édition et toute autre
information exigée par le systéme national.
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b) Losses at low flux density:

— Residual plus eddy current loss at one or more frequencies, depending upon the
frequency range of application. For gapped and ungapped sets this may be given in

terms of:
loss factor B0 O ceF
He

or parallel resistance coefficient _R,;_

— Hysteresis loss at one frequency. This may be given in terms of:
for ungapped sets: hysteresis material constant 7;
or for gapped and ungapped sets: tangent of loss angle tan & e

¢) T¢mperature dependence of the inductance factor

Within the operating temperature range the inductance factor shall be withinctlérance
(s¢e Sub-clause 13.5 of I E C Publication 723-1).

d) Inffluence of a static magnetic field
This test is not mandatory, unless included in the dé¢

3.4.3 Medhanical

a) Compressive strength.

FORMATION
4. Additio
Addlitional information, xelating to its\ay on, in the form of curves, graphs, typlical
values ed © te i by the manufacturers. This is supplied|for
inforn 1

spection purposes.

— BLANK DETAIL SPECIFICATION

5. Blank de

The v ormdtion and requirements shall be included in each detail specification
together with the.regquired values:

b

5.1 Identificarion of The specification

The identification of the detail specification shall include:

a) the name of the national standards organization under whose authority the detail
specification is issued;

b) the number of the I E C blank detail specification used;
¢) the number and issue status of the national generic specification;

d) the national number of the detail specification, date of issue and any other information
required by the national system.
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5.2 Identification du noyau

L’identification du noyau comprend:
a) la forme et les dimensions du noyau, par exemple, noyau RM 8;

b) une bréve description de la classe, ou du type de matériau, par exemple «haute perméa-
bilité» ;

¢) le dessin d’encombrement et les dimensions, donnant les dimensions en millimetres et
indiquant quelles sont les dimensions primaires (voir note du paragraphe 3.4.1). Quand
les dimensions sont conformes a celles d’'une norme de la CEI, cela doit étre indi-
qué;

d) Tapplication ou le groupe d’applications et I'indication du niveau d’assurance de
qualité;

¢) les references des données fournissant des informations sur Ies proprietes Ies pius impor-
tantes du noyau, permettant une comparaison entre les différents types-de noyaux
i cQinprennent,

53
5.3.

mager les
tains para-

¢lle I'inductance spécifique est vglable (voir

¢ +10°C a +55°C;

seuls, par

yau ou sur

= classe ou type de matériau (peut étre indiqué en code)

Si la place le permet les renseignements suivants doivent €tre marqués sur chaque
noyau:

— marque du fabricant;

— inductance spécifique (peut étre une valeur numérique en nanohenrys sans indication de
I’unité, par exemple 100);

— identification du lot (peut étre le jour d’acceptation).

Lors de la rédaction d’une spécification particuliére, on doit décider ce que doit comporter
le marquage du noyau.
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5.2 Identification of the core

5.3 Limitjng conditions (not for inspection purposes)

5.3.1

The identification of the core shall include:

a)
b)

c)

d)

e)

~ applications. These include, but are not limited to:

Opdrating conditions

shape and size of the core, e.g. core RM 8;

a short description of the class or material grade, for example “high permeability”;

an outline drawing and dimensions, stating the dimensions in millimetres and indicating
which are the primary dimensions (see note to Sub-clause 3.4.1). When the dimensions
are in accordance with those published in an I E C standard, this shall be stated;

the application or group of applicafions, and an indication of the quality assessment
level;

r¢ference data giving Information on the most imporiant properties
allow comparison between the various core types intended for the §

the~core,, which
e or similar

— effective parameters, see Clause 5 of I E C Publication
—f operating conditions, see Sub-clause 5.3.1 below;
— storage conditions, see Sub-clause 5.3.2 below.

Any mechanical environmental or’\electric it may cause damage tq the

core pr which may cause certain parameters to.ex eeified limits, shall be stated|, for

€xa

Note. |~ For standard tehh PubliCations 68-2-1 and 68-2-2.
5.3.2 Sto

age conditions
Thg environ‘

le:
l:¥xperature range within which the sg%:i industance factor is valid (see Item d) of
Syb-clause 3.4.2), {6 3 t S °C.

-55°
5.4 Markj
54.1 Cort
Th hall“be marked as a minimum on each core or on one half of a sdt of
cores
— classdor grade of material (may be in coded form).
Where space permits, the following shall also be marked on each core:
— manufacturer’s trade mark;
— inductance factor (may be the numerical value in nanohenrys without the indication of
that unit, e.g. 100); ,
— lot identification (may be date of release).
When writing the detail specification, it shall be decided what marking shall be included on
the core.
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